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サブミクロン～ナノの可視化と定量的識別が可能な検出器を開発した。

Ｘ線２次元検出器の識別能は一般的に画素サイズで決まると考えられている。また、

Ｘ線投影像の拡大率は,微小光源の大きさに大きく依存すると考えられている。このた

め、実験室レベルでのＸ線像の識別能はミクロンμm程度に留まっている。

しかし、仮に、非常に微小な明るい光源があっても、微小部・微細エッジを通過する

Ｘ線は、回折・散乱による「複雑な滲み」が生じるので、鮮鋭な拡大像を得るのは単

純ではない。 つまり、単に光源を小さくするだけでは、サブミクロン～ナノサイズ

の可視化と識別が可能となるとは考えにくい。 他方、Ｘ線検出のセンサーとして、

サブミクロン～ナノの画素サイズの実現は現時点では困難と言わざるを得ない。我々

は画素毎のフォトンカウンティングが可能でＳ／Ｎが良い検出器と、画素毎の計測値

の相互演算が可能な検出器を開発し、微細領域におけるＸ線強度分布を正確に計測す

ることから、可視化と定量的識別が可能な２次元検出器を開発した
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ピンホール（微小物体）の形を反映した
変形や輝度分布

単純な形状
輝度一様な光源 不定形のピンホール

Ｘ線透過率の異なる微小物体
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